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Introducao |

A partir da revolucéo industrial, a busca por novas
tecnologias que visam economia de recursos, mais
conforto para a sociedade e melhorias na qualidade
de vida tem sido constante. Nos (ltimos anos,
tecnologias de geracdo de luz e imagem como
LCD, LED e OLED estiveram em foco pela
economia de energia, qualidade de imagem e
definicdo!. A tecnologia OLED que utiliza uma
camada de deposicdo com material organico vem
sendo bastante estudada, principalmente pela
economia energética gerada pela baixa geracéo de
calor por efeito Joule em comparacdo as outras
tecnologias de geracdo de Iluzz. Compostos
resultantes da condensacdo de Schiff e seus
complexos metéalicos vém sendo aplicados como
camada emissora de luz em muitos dispositivos
testados por varios pesquisadores em todo
mundo®3. A caracterizagdo elétrica no estado sélido
tem sido aplicada ao estudo deste tipo de
tecnologia, seja do dispositivo montado ou de seus
constituintes isolados™®. Neste  trabalho
apresentaremos alguns resultados obtidos quando
submetemos este material a um campo elétrico
alternado utilizando a técnica de Espectroscopia de
Impedancia (EIl) no estado sélido.

Resultados e Discussao |

Os materiais estudados foram 4-salicilideneamino-
antipirina (A) e Zn[4-salicilideneamino-antipirina],,
cuja estruturas sdo mostradas na figura 1, foram
sintetizados em nosso laboratério, a sintese foi
ralizada conforme literatura®! e caracterizado por
RMN, IR, TGA, DSC e UV. A El foi realizada
utiizando um  Analizador de Impedéancia
SOLARTRON SI 1260 com Interface Dielétrica
SOLARTRON 1296, na faixa de freqiéncia de 1 a
10° Hz, com aplicacdo de uma ddp de 500mV, em
temperatura ambiente. As amostras foram
confeccionadas em forma de disco com 10 mm de
didametro e espessuras variadas. Estas foram
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confeccionadas utilizando um pastilhador. Os
contatos elétricos foram feitos através de
evaporacédo de Cobre.

Figura 1. Estruturas de 4-salicilideneamino- antipirina (A) e Zn[4-
salicilideneamino-antipirinal, (B)

Através da EI, componentes real e imaginaria da
impedéancia em funcéo da frequéncia,
determinamos a resistividade elétrica, constante
dielétrica e perda dielétrica. Observou-se que a
comportamento da  componente real da
resistividade de ambas as amostras é linear
descrescente em funcédo da freqiéncia. Em 60 Hz a
resitividade da amostra complexada é em torno de
4,5 vezes menor do que a do ligante livre. A
constante dieletrica das amostras apresentou um
comportamento  logaritimo em  funcdo da
frequéncia.

Conclusodes

A analise de espectroscopia de impedéancia no
estado solido forneceu dados valiosos sobre as
caracteristicas elétricas do material estudado e é
uma das técnicas indispensaveis na caracterizagao
de materiais com aplicacdo em microeletrdnica.
Analises  posteriores com estas amostras
encapsulada no dispositivo determinara qual terd
maior eficiéncia.
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